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Nu Signal 社–のバックグラウンド

• 2002年１月に設立.

• Nu Signal はエレクトロケミカル再生処理技術を生か
し、研磨剤を使わない、クリーニング、汚染除去、表面
処理、メッキ、再生サービスを自社の独自技術として提
供しています。

• 再生技術はフェイルになったコンタクトを100% 再生さ
せます。

• Nu Signalは環境保護を特に意識した会社で４．５トン
以上の廃棄物を削減しました。
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ミッションステートメント（社是）

–最新のコンタクトの再生技術を活用し、
セミコンダクタの生産性を上げ、コストと
生産コストを下げる事
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エレクトロケミカル再生プロセス

• 非研磨汚染除去方式 (クリーニング) 半田カスと有機
物を除去し

• 表面の酸化被膜を除去

• 最適化された表面の化学処理 (平面化ポリッシュ処理/ 

最小気孔率)

• OEMの元の状態に金属表面を忠実に再生

一般的に Au と Pd

• サイクルライフの100%再生

• ギャランティーされたプロセス
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ピンライフの延長 – コスト低減

スプリングプローブピンコンタクトに半田カスが転
写して、テストのエラーが発生します。 酸化したSn

の層と有機物の堆積がプローブを汚染します。表
面の、酸化被膜がコンタクト抵抗を増加させ、テス
トエラーの原因となります。 汚れた状態

洗浄再処理後

Nu Signal 社のエレクトロケミカル再生処理技術

で汚染を除去し、生産性を元の状態の戻します。
OEMの製造元の仕様より良い表面状態を得るこ

とが出来るので（より厚い金メッキ）、より良い生産
性が期待されます。

Recovery Process
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ピンライフの延長 – コスト削減
(実例 - 2008)

ピンは３回再生処理し、その後１月、５月、９月に、新し
いピンと交換（スプリングの破損などメカ的な消耗理由
により４回目に交換－ピン数、総額コストの比較）

589,500 – 通常の使用方法
176,768 – ピン再生処理を使った場合
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ピンライフの延長 – コスト削減
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ピンライフの延長 – コスト削減
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ブラシによる洗浄との比較
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フェール

再生処理後
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テストエラーの減少

ダメージ再生処理

Nu Signal’ 社の “Void-Fill” 技術はDUTパッドのへこみを表
面メッキ処理で再生します。新しく再生されたパッドはOEMの

元の厚さ仕様より良い状態が確保出来（金メッキが厚い）、テ
ストライフを長くします。

再処理プロ
セス
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再生処理サービス:

• コンタクトピン単体 (スプリングプローブ)

• ソケット単体

• ボード上のソケット (Burn-In, HAST, Daughter Cards)

• エッジコネクター

• フィードスルーボード

• ヒートシンクの再生処理

テクニカルサービス:

• 表面処理の強化

• 製品の分析

• コンタクトのデザインと最適化

• 精密な不良解析
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クリーニング方法

• レーザー: 除去プロセス – 汚染を除去, しかし表面の Au 

は再生しない。

• ケミカル処理 – 酸、塩基など: 短時間で処理可能, ベース
金属や、絶縁プレートのダメージに注意が必要

• 超音波: 摩耗を加速、プレートの接着の原因となる

• ブラシ: 即効性はあるが、Auプレートを破壊するので、順
次効果が無くなる

• 研磨剤: 短期的処理,  Auプレートを破壊する

• 粘着パッド: 対象によっては無難な選択だが効果も低い



NU SIGNAL LLC 15

フェール 再生処理後
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たゆみない向上
• 第１世代

Sn-Pb 半田の洗浄(クリーニング)

• 第２世代

Pb-Free 半田の洗浄 (クリーニング)

時間のかかるプロセス

• 第３世代

洗浄処理に加えて金メッキの再生

• 第４世代

個々のピン抵抗のテストと均一性の認証

ピンがCNCテスターで個別にプローブされる

ピンが実際の移動距離分圧縮されている

Keithley 2750を使い、４－Wire抵抗を計測

PLC コントロールシステム付きエクセルでデーター管理
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Erik Orwoll

President
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